高灵敏度宽光域吸收光谱仪技术要求
一、采购内容01—高灵敏度宽光域吸收光谱仪
（一）设备信息
1.设备名称：高灵敏度宽光域吸收光谱仪
2.数量：1台
（二）用途、功能和参数要求
1.用途要求
主要用于不同带隙半导体薄膜吸收光谱测量，亚带隙吸收信号分析，光学薄膜缺陷分析等方面
2.功能要求：具备宽光谱吸收系数扫描，亚带隙吸收光谱测量，多频率吸收系数测试等多重功能
3.详细技术要求
    3.1包含高精度四轴（前后X轴、左右Y轴、上下Z轴、旋转R轴）吸收信号校准样平台，XYZ轴校准精度10um，旋转轴R轴校准精度≤ 0.5°；
3.2包含宽光谱波长可调光源：光谱范围300-2500nm；步长10-20nm可调节；
3.3激发光源光束光波纹：<1%RMS；光学抖动：0.1%；
3.4光吸收系数检测波段范围：350-1400nm，无需探测器切换；
3.5配置双通道锁相放大器，斩波器1-500Hz频率可调；
[bookmark: _GoBack]3.6配置高灵敏亚带隙吸收测试方法,要求吸收灵敏度≤ 0.01%；
3.7光吸收探测用高稳定激光器，波长635.8nm，工作噪声≤0.1%rms,光束发散角≥1.3mrad;
3.8氦氖激光器，功率稳定性±2.5%，预热时间≤10min;
3.9偏转吸收信号接收器响应度≤0.65A/W；
3.10暗电流0.1-1nA，活性面积尺寸≤1.61mm2;
3.11配置光功率探测设备，探测波长范围0.19-20um,量程：1uW-10W;
3.12光功率探测配置热敏探头，分辨率≤1uW,响应时间≤1.1s;
      3.13配置隔音外壳体一套;
3.14隔振防振平台一套，台面不小于1*1.5米; 表面粗糙度小于0.8μm；
3.15隔振防振平台隔震效率：垂直：5 Hz时：86~92%; 10 Hz时：91~99%; 水平：5 Hz时：89~94%; 10 Hz时：93~98%；
3.16成套一体系统，配置吸收信号校准软件和吸收信号扫描控制系统，非散装部件拼搭；

